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• Flizi, • Tane boyu analizi • İnklü 

 

 

Başlıca Uygulamalar 

 
 

 

Numune Tipleri 

• Bilinmeyen örneklerdeki kristal 
fazların tanımlanması 

• Oran tayini (Rietveld analizi ile) 

• Kristal Boyutu & Mikrogerilme 
(Şerrer formülü ile tahmin) 

• Kristal düzlemlerinin yönelim 
analizi 

• Özgül yönlerdeki iç gerilmelerin 
belirlenmesi (Artık Gerilme 
Ölçümü) 

• İnce film karakterizasyonu (Kalınlık, 
gerilme, fazlar, epitaksiyel yapı) 

 

 Toz: Ø10–25 mm, 1–5 mm 
 Bulk: ≤30×30 mm, <10 mm (düz yüzey) 
 İnce film: Ø10–25 mm substrat 
 Metal: Ø10–20 mm, <10 mm 
 Seramik/Cam: Ø10–25 mm, <5–8 mm 
 

Gerilim-Stres analizi,Faz 
tanımı,Rietveld analizi 
yapılmaktadır. 

Bakır (Cu) ve Kobalt (Co) tüp ile 
çalışmakta olup min. gücü 
1.5kW 
-10° ile +150° aralığında açısal 
tarama yapılmaktadır 
5 Eksenli Stage ile tarama 
(x,y,z,chi,phi)    
Dönerek test ile daha detaylı 
bir analiz sonucu 
 


